Difrakce elektronu v krystalech,
zobrazeni atomu
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Vyuziti — materialovy, medicinsky vyzkum

Pozorovani — rizné techniky (elektronova holografie,
atd.)

Transmisni elektronovy mikroskop (TEM)
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Krystalicka mrizka — kubicka (primitivni, prostorove
centrovana, plosne centrovana)
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Struktura materialu
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» Poruchy krystalické mrizky — dislokace, hranice zrn




Indexy — Bragguv zakon
Difrakce — monokrystaly, polykrystaly

Destruktivni a konstruktivni interfterence ->
tzv. zakazané indexy (reflexe)
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